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Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist.

[ ] Ich nehme an der Veranstaltung
»Beruhrungslose Schichtdickenmessung
in der Qualitatskontrolle” teil

[ ] Bitte nehmen Sie mich in lhren
Newsletter-Verteiler auf
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Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die AGB von Optence e.V.
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Hinweis: Gem. §26.1 Bundesdatenschutzgesetz unterrichten wir Sie
Uber die elektronische Speicherung Ihrer Daten und die Bearbeitung
im automatischen Verfahren.

Teilnahmegebiihr

I:I Mitglieder Kompetenznetze
Optische Technologien /DGaO 140,00 €

[ ] Nicht-Mitglieder 180,00 €
Alle Preise zzgl. 19 % MwSt.

Im Preis enthalten sind Mittagessen, Kaffeepausen und
Pausengetranke.

Bei Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestatigung und
die Rechnung. Kreditkartenzahlung ist nicht moglich.
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Alle Motive: ITWM Kaiserslautern

3. Optence Messtechnik
Symposium

Bertihrungslose
Schichtdicken-
messung in der
Qualitatskontrolle
30. Mai 2017 in Kaiserslautern

In Kooperation mit dem Zentrum fiir Materialcharakterisierung
und -priifung des Fraunhofer-Instituts fiir Techno- und
Wirtschaftsmathematik
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In der heutigen Produktion haben die meisten
gefertigten Teile eine oder mehrere Beschichtun-
gen, die den Teilen entweder einen Schutz bieten
sollen oder sogar tber die Funktion des Bauteils
entscheiden. Die Priifung der Dicken aufgebrach-
ter Schichten ist daher ein wichtiger Bestandteil
in der Qualitatskontrolle. Um die Produktion
nicht durch den Messprozess zu beeintrachtigen,
sind bertihrungslose Messtechniken von groBer
Bedeutung.

Im Symposium werden unterschiedliche Methoden
der beriihrungslosen Schichtdickenbestimmung
und ihre Einsatzmoglichkeiten vorgestellt.

Zielgruppe

Firmen und Institute, welche sich mit dem
Aufbringen und Charakterisieren von Schichten
unterschiedlichster Materialien und Funktion
beschaftigen.

Wir freuen uns auf lhre Teilnahme.
Bitte melden Sie sich friihzeitig an.

Programm | Dienstag, 30. Mai 2017

10.00

10.20

10.50

11.20

11.50

12.20

12.50

14.00

14.30

BegriiBung durch Daniela Reuter, Optence e.V., und
Prof. Dr. Georg von Freymann, Fraunhofer ITWM

Schichtdickenmessung mittels kurzkoharenter
Interferometrie
Nicolai Brill, MABRI.VISION GmbH

Ellipsometrie fiir die Produktion
Dr.-Ing. Udo Riss, DRE-Dr. Riss Ellipsometerbau GmbH

Kaffeepause

Nanometergenaue Atztiefenkontrolle beim Trockenitzen
mittels Reflektivitdtsanisotropie-Spektroskopie

Prof. Dr. Henning Fouckhardt, Technische Universitdt
Kaiserslautern

Chromatisch-konfokale und interferometrische
Schichtdickenmessung
Dr. Daniel Schréder, Precitec Optronik GmbH

Mittagspause

Laserbasierte Schichtdickenmessung mittels ASOPS
Dr. Mike Hettich, Universitdt Konstanz

Industrielle Schichtdickenbestimmung mittels THz-TDS
Dr. Frank Ellrich, Fraunhofer ITWM

15.00 Elektronische Terahertz-Messtechnik
Dr. Fabian Friederich, Fraunhofer ITWM

15.30 Kaffeepause

16.00 Schichtdickenbestimmung mit Photothermie
Dr. Stefan Béttger, Phototherm Dr. Petry GmbH

16.30 Schichtdickenbestimmung mit
Rontgenfluoreszenz
Dr. Simone Dill, HELMUT FISCHER GmbH,
Institut fiir Elektronik und Messtechnik

17.00 Ende der Veranstaltung

Moderation

Prof. Dr. Georg von Freymann,
Fraunhofer ITWM

Veranstaltungsort

Zentrum flir Materialcharakterisierung
und -priifung des Fraunhofer-Instituts
fuir Techno- und Wirtschaftsmathematik
Fraunhofer-Platz 1

67663 Kaiserslautern




